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Sposéb przeprowadzania czynnej kontroli wymiaréw na szlifierkach

" Przedmiotem wynalazku jest spos6b przeprowadzania czynnej kontroli wymiaréw na szlifierkach z zastoso-
waniem czujnika bezstykowego. ‘

Znane dotychczas sposoby pomiaru i uktady do czynnej kontroli bazujg gftéwnie na czujnikach stykowych
i wykazuja szereg wad oraz niedogodnosci do ktérych naleZa: scieranie koricéwki pomiarowej oraz zakt6cenia
w uktadzie kontrolno sterujagcym zwiazane ze zmiang przyspieszeri przy nawrotach stotu, przenoszenie wibracji
i drgari przez koricéwke pomiarowga czujnika stykowego oraz matga praktycznie osiagalng doktadnosé.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu czynnej kontroli, ktéry wyeliminowatby wszystkie ujemne
wptywy fizykalne na doktadno$¢ pomiaru w stopniu przewyzszajacym dotychczas znane uk tady.

Cel ten zostat osiagniety przez opracowanie sposobu wedtug wynalazku, ktéry polega na metodzie
ciggtego poréwnywania w czasie catej obrébki odchytek od wzorca, przy czym poréwnywanie nastepuje.
w kazdym cyklu pracy szlifierek. ' .

Cechy charakterystyczng sposobu wedtug wynalazku stanowi to, Zze na drodze poruszania si¢ czujnika na
stole jest ustawiana ptytka wzorcowa oraz obrabiany przedmiot i Ze nad stotem, ptytka i przedmiotem ustawia
sig mikrometryczng $rube przy czym, odlegtosé zespotu pomiarowego wraz z czujnikiem mechanicznym zalezy
od wartosci uzaleznionej od naddatku na obrébke plus wartos$¢ przeswitu, oraz ze selektor czestotliwoséci wzorca
regulowany jest pokrettem do momentu zapalenia si¢ lampki kontrolnej, po czym podnosi sie elektromagnesem
sztyft czujnika przez nacisnigcie przycisku i przeprowadza si¢ regulacje selektora pokrettem do momentu
zapalenia sie lampki kontroinej, przesuwajac stét tak aby zesp6+ znalazt sie nad przedmiotem obrabianym, przy
czym automatycznie proporcjonalnie ulegajq regulacji selektory wymiaréw posrednich, zapewniajac dyskretny
odczyt wymiaréw posrednich przez wskazywanie przy pomocy lampek kontrolnych, a nastepnie. wciska sie
stabilnie przycisk podnoszgc tym samym elektromagnesem igte czujnika ist6t przesuwa sie nad wzorzec
ustawiajac pokretto do zapalenia si¢ lampki kontrolnej. ’

Spos6b wedtug wynalazku zostanie blizej wyjaéniony na podstawie rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia
schemat uktadu pomiarowego na obrabiarce, fig. 2 — schemat blokowy uk tadu pomiarowego, a fig. 3 — fragment
schematu ideowego. _ ’

- Spos6b przeprowadzania pomiaréw wedtug wynalazku jest nastepujacy. Na stole 1 obrabiarki mocuje sie
wzorcowa ptytke 2 iprzedmiot obrabiany 3. Nad stotem 1 ptytka 2 i przedmiotem 3 ustawia sie $rubg
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mikrometryczna 4, przy czym odlegtos¢ zespotu pomiarowego 5 wraz z czujnikiem mechanicznym 6 zalezy od
wartodci uzaleznionej od naddatku 7 na obrébke plus warto$¢ przeswitu. Po ustawieniu jak wyzej pokrettem 8
reguluje sie selektor czestotliwosci wzorca 8 do momentu zapalenia sig lampki kontrolnej 10. Po tej regulacji
- podnosi si¢ elektromagnesem 11 sztyft 12 czujnika 6. Czynnos¢ te wykonuje sig przez nacisniecie przycisku 13.
Nastepnie przeprowadza sig¢ regulacje selektora 156 przesuwajac st6t 1 tak zeby zesp6t 5 znalazt sie nad
przedmiotem obrabianym 3.'Regulacje selektora 15 przeprowadza sig pokrettem 14 az do zapalenia sie lampki
kontrolnej 16. Réwnoczeénie proporcjonalnie i automatycznie ulegajq regulacji selektory wymiaréw posérednich
idla zapewnienia dyskretnych odczytéw posrednich wymiaréw przez wskazywanie przy pomocy lampek
kontrolnych 21, 22, 23 i 24, Nastepnie wciska sig przycisk 13 podnoszac tym samym elektromagnesem 11 igte
12 czujnika 6. St6t 1 przesuwa sie nad wzorzec 2 i ustawia si¢ pokretto 4 do zaswiecenia lampki 10. Po tych
czynnosciach rozpoczyna si¢ obr6bke.

W czasie obrébki st6t wykonuje ruchy po drodze 25 iznajdujac si¢ wedtug fig. 1 po prawej stronie
koricéwka 26 uruchamia inicjator logiczny 27, ktdry zeruje automatycznie przerzutniki. Przerzutniki te sg
zerowane za kazdym nawrotem stotu. Przy kazdorazowym zerowaniu pierwszego przerzutnika mozliwa jest
ciagta kontrola statosci czestotliwosci generatora i odlegtosci czujnika od wzorca. Po zebraniu czeéci naddatku
zostang oprécz pierwszego przerzutnika uruchomione kolejno dalsze przerzutniki. W ten sposéb operator ma
mozllwo$é wptywu na parametry obrébki w zaleznoéci ‘od jej zaawansowania. Po dalszym zblizeniu sie do
wymiaru koricowego jest tym samym zapalana lampka kontrolna 23, 22, 21 na przyk+tad przy naddatku 50, 25,
10. Lampka 16 zapali sie po osiagnigciu wymiaru koricowego. Z ta chwilg proces obrébki jest zakoriczony. '

Zastrzezenie patentowe

Sposéb przeprowadzania czynnej kontroli wymiaréw na szlifierkach z zastosowaniem czujnika bezstykowe-
go, znamienny tym, Ze na drodze poruszania si¢ czujnika (34) na stole (1) jest ustawiana ptytka wzorcowa (2)
oraz obrabiany przedmiot (3) iZe nad stotem (1), ptytka (2) i przedmiotem (3) ustawia si¢ mikrometryczng
4ubg (4), przy czym odlegtosé zespotu pomiarowego (5) wraz z czujnikiem mechanicznym (6) zalezy od
wartoéci uzaleznionej od naddatku (7) na obrébke, plus warto$¢ przeswitu, oraz ze selektor czestotliwosci
wzorca (9) reguluje sie¢ pokretiem (8) do momentu zapalenia si¢ lampki kontrolnej (10), po czym podnosi sie
elektromagnesem (11) sztyft (12) czujnika (6) przez zacisnigcie przycisku (13) i przeprowadza sie regulacje
selektora (15) pokrettem (14) do momentu zapalenia sie lampki kontrolnej (16), przesuwajac stét (1) tak aby
zesp6t (5) znalazt sie nad przedmiotem obrabianym (3), przy czym automatycznie i proporcjonalnie ulegajg
regulacji selektory wymiaréw posrednich (17, 18, 19 i 20) zapewniajac dyskretny odczyt wymiaréw posrednich
przez wskazywanie przy pomocy lampek kontrolnych (21, 22, 23 i 24), a nastgpnie wciska sig stabilnie przycisk
(13) podnoszac tym samym elektromagnesem (11) igte (12) czujnika (6) iz kolei st6t (1) przesuwa sie¢ nad
wzorzec (2) ustawiajac pokretto (4) do zapalenia si¢ lampki kontrolnej (10).
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